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OPSYTEC PRODUCT INFORMATION

tinyTracker 172 nm

Xenon excimer lamps enable new, resource-saving and 
more efficient production possibilities. They are used in 
the field of surface treatment for matting, cleaning, sur-
face activation or to save photoinitiators.

For this purpose, the narrow-band spectrum around 
172 nm is usually used to irradiate under inert gas con-
ditions. Then the high photon energy is sufficient to split 
almost all organic compounds. 

The measurement of 172 nm (VUV) is an important 
component for process control and optimization. 

With the tinyTracker 172 we offer a calibrated band ra-
diometer which is suitable for use in an inert atmos-
phere. The tinyTracker 172 is absolutely calibrated and 
measures the irradiance and irradiation dose of xenon 
excimer lamps directly at 172 nm.

Due to its particularly flat design, the tinyTracker172 
can be guided through the irradiation channels 
of UV belt dryers and other industrial equipment.  
The recording of the values starts automatically 
when an adjustable minimum irradiance is excee-
ded. The built-in photodetector is calibrated by PTB. 
Data is recorded on an exchangeable SD card and trans-
ferred via USB to PC.

Software for tinyTracker172

HIGHLIGHTS 

•	Calibrated photo detector for VUV radiation

•	 Ideal for the measurement of 172 nm radiation 

•	Low height of only 10 mm

•	Fast data recording with up to 100 measurements  
    per second

tinyTracker172
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berechnet. Der Mittelwert der normierten Strahlstärkeverteilungskurve ist 

SVK  = 0,85 bei λmess = 172 nm. 
Das Xe2

*-Spektrum ist nicht symmetrisch und zum kürzerwelligen Bereich von 
der Transmissionskante des synthetischen Quarzglases überlagert. Das erste 
Kontinuum ist von außen nicht messbar.  
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Abbildung  7.1:  a) Relative Strahlstärkeverteilungskurve des Strahlers VUV-K-9 aufgenommen bei 

λmess = 172 nm. b) Emittiertes Spektrum der Strahlstärke für p = 300 mbar (ϕ = 0°) 

Die goniometrische Messung des Strahlungsusses wird für Hochleistungs-
strahler mit Xenondrücken pXe = 210 mbar, pXe = 300 mbar und pXe = 400 mbar 
identisch durchgeführt. Gleichzeitig wird für jeden Koaxialstrahler die Repeti-
tionsrate variiert. Die erreichte optische Leistung PVUV bezogen auf die Man-
teläche der Strahler ist für 210 mbar ≤ pXe ≤ 400 mbar in Abbildung  7.2 über 
der Repetitionsrate aufgetragen. 
Die optische Leistungsdichte steigt mit der Repetitionsrate auf 
PVUV = 0,09 W/cm2 bis PVUV = 0,12 W/cm2. Die größere Leistungsdichte bei 
höherem Xenondruck ist deutlich ersichtlich. Bei gleicher Repetitionsrate wird 
für den Strahler mit pXe = 400 mbar die höchste optische Leistungsdichte er-
reicht. Die absolut höchste Leistungsdichte PVUV = 0,12 W/cm2 wird jedoch bei 
einem Druck pXe = 300 mbar und einer Repetitionsrate f = 143 kHz erreicht.  

 7 Steigerung der Leistungsdichte 147 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0 25 50 75 100 125 150 175

f [kHz]

P
V

U
V

 [W
/c

m
²]

VUV-K-1- 210 mbar
VUV-K-9 - 300 mbar
VUV-K-2 - 400 mbar

 
Abbildung  7.2:  Optische Leistungsdichte als Funktion der Repetitionsrate für einen Xenon-Druck 

zwischen 210 mbar und 400 mbar. 

Die weitere Steigerung der Leistungsdichte mit der Repetitionsrate wird durch 
ein Umschlagen der homogenen Entladung in engkanalige Dünnlamente ver-
hindert. Oberhalb einer Grenz-Repetitionsrate fGrenz bilden sich lokale, ortsfeste 
Filamente mit hoher Stromdichte. Einhergehend sinkt die Plasma-Efzienz. Im 
Rahmen der Untersuchung wurde für die engkanalig lamentierte Entladung 
mit hoher Stromdichte eine Steigerung der el. Leistung auf den 6-fachen Wert 
beobachtet, wobei der Strahlungsuss konstant blieb. Die resultierende schlech-
te Efzienz bei hohen Stromdichten ist aus der Literatur wie (Mildren et al. 
2001b) bereits bekannt. Das Umschlagen in Filamente muss daher durch eine 
Repetitionsrate f < fGrenz vermieden werden. Ein Vergleich einer homogenen 
und einer lamentierten Entladung ist in Abbildung  7.3 exemplarisch für 
pXe = 400 mbar dargestellt. 

a)  b)  

Abbildung  7.3:  Umschlagen der homogenen Entladung in eine engkanalig lamentierte Entladung 
mit gesteigerter Repetitionsrate. a) f = 60 kHz b) f = 65 kHz. pXe = 400 mbar 

Xenon excimer spectra at 172 nm

Evaluation and data export are conveniently per-
formed by the PC Software for tinytracker172. 
The Li-Ion battery ensures a recording duration of up to 
3 hours. The Li-ion battery can be charged directly via 
the USB interface. An additional power supply unit is 
included.
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TECHNICAL DATA

Typical, spectral sensitfity of the photo detector

Measuring range 0-200 mW/cm²

Resolution 12 bit

Recording time up to 3 hours

Sampling frequency 1 - 100 Hz, adjustable

Photo detektor GAP

Spectral sensitifity 155 nm - 520 nm

Dimensions 195 x 79 x 10 mm

Operating temperature 60 °C

Supply voltage 5 V DC

Power supply Li-Ion-Akku, 1250mAh

Interface MiniUSB 2.0

System requirements Windows 10 / 7  

300 MB HDD, 4 GB RAM

SCOPE OF DELIVERY
tinyTracker172, manufacturers certificate of calibrati-
on, USB cable, wall plug adapter, carrying case 

PART NUMBERS

tinyTracker172 824204

Software for tinyTracker172


